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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 59.71

Тема дисертації:
1. Розробка методик мас-спектрометрії для дослідження діелектричних матриць та напружених
нанорозмірних структур



2. Development of mass spectrometry techniques for the study of dielectric matrices and stressed nanoscale
structures

Реферат:
1. В дисертації розроблено математичну модель та конструкцію мікроелектронного координатно-чутливого
детектора для лазерного мас-спектрометра, що дозволяє проводити елементний та ізотопний аналіз в
реальному масштабі часу без спеціальної підготовки проб, зокрема діелектричних матриць. Отримано
актуальні структури, а саме: багатошарові нанорозмірні структури (БНС) та тонкі плівки. Проведено порівння
чутливості по елементах різних мас-спектрометричних методик на на основі аналізу стандартизованого
зразка сталі РГ 27 та розроблено комплекс мас-спектрометричних методик для дослідження впливу
фазового складу тонких оксидних плівок на інтенсивність сигналів кластерних іонів та розподілу домішок
поблизу границь розділу в БНС. Досліджено вплив деформаційних полів на величину коефіцієнта
розпилення. Наведено експериментальні результати та розроблена теоретична модель, яка пояснює вплив
полів деформацій на коефіцієнт виходу іонів.

2. In the dissertation a mathematical model and design of a microelectronic coordinate-sensitive detector for a
laser mass spectrometer have developed, which allows for elemental and isotope analysis in real time without
special sample preparation, especially dielectric matrices. Actual structures were obtained, namely: multilayer
nanoscale structures and thin films. A comparison of the sensitivity by elements of different mass spectrometric
techniques on the example of a standardized steel sample RG 27 and developed a complex of mass spectrometric
techniques to study the effect of phase composition of thin oxide films on the signal intensity of cluster ion and
impurity distribution near the interface. The influence of deformation fields on the value of the sputtering
coefficient is investigated. Experimental results are presented and a theoretical model is developed, which explains
the influence of deformation fields on the ion yield coefficient. In the dissertation a mathematical model and
design of a microelectronic coordinate-sensitive detector for a laser mass spectrometer have developed, which
allows for elemental and isotope analysis in real time without special sample preparation, especially dielectric
matrices. Actual structures were obtained, namely: multilayer nanoscale structures and thin films. A comparison of
the sensitivity by elements of different mass spectrometric techniques on the example of a standardized steel
sample RG 27 and developed a complex of mass spectrometric techniques to study the effect of phase composition
of thin oxide films on the signal intensity of cluster ion and impurity distribution near the interface. The influence
of deformation fields on the value of the sputtering coefficient is investigated. Experimental results are presented
and a theoretical model is developed, which explains the influence of deformation fields on the ion yield
coefficient.
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